ROZWIAZANIA PRZEMYStOWE

CIX100
Kompletne rozwigzanie
do kontroli czystosci techniczne]

EVIDENT




Prosty sposob na czystosc techniczng

Czystos¢ sktadnikow, czesci i ptyndw ma zasadnicze znaczenie w procesie produkcyjnym. Przestrzeganie
rygorystycznych standarddw zliczania, analizowania i klasyfikacji zanieczyszczen i ciat obcych o rozmiarach rzedu
mikrondw jest wazne we wszystkich procesach: badan i rozwoju, produkgji, montazu i kontroli jakosci. Dyrektywy
miedzynarodowe i krajowe okreslajg metodologie oraz wymagania co do dokumentowania zanieczyszczen
obrabianych czesci czastkami, poniewaz zanieczyszczenia takie majg bezposredni wptyw na trwatos¢ czesci i
podzespotow. W ramach pierwszego kroku czgstki zanieczyszczen sg wazone w celu scharakteryzowania czystosci
technicznej czesci. Obecnie obowigzujgce normy naktadajg jednak obowigzek podawania bardziej szczegotowych
informacji o charakterze zanieczyszczenia, takich jak liczba czastek, rozktad ich rozmiardw oraz ich cechy.

System kontroli czystosci CIX100 zostat zaprojektowany z myslg o spetnianiu wymagan nowoczesnego przemystu
oraz zachowywaniu zgodnosci z krajowymi i miedzynarodowymi przepisami w zakresie czystosci. Zastosowana

w nim technologia gtebokiego uczenia (Al) rozszerza dostepne mozliwosci identyfikacji typu czgstek.
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Standardowy proces kontroli czystosci: przygotowanie (kroki 1-3) i badanie (kroki 4-6)



NIEZAWODNOSC

W wyniku Scistej integracji sprzetu i oprogramowania powstat wytrzymaty system o duzej
przepustowosci, ktory dostarcza wiarygodne i doktadne dane.

INTUICYJNOSC

Specijalistyczne, nieskomplikowane procedury wymagaja tylko minimum dziatar ze strony
uzytkownika i sg zrodtem wiarygodnych danych — niezaleznie od tego, ktéry operator
prowadzi pomiar i jakie doswiadczenie posiada. Intuicyjne narzedzia utatwiajg korygowanie
danych z kontroli. Dla zapewnienia wigkszej elastycznosci system obstuguje odrebny tryb
mikroskopowy z opcjonalnymi rozwigzaniami z zakresu analizy materiatowe;.

SZYBKOSC

Innowacyjne zintegrowane rozwigzanie umozliwia dwukrotnie szybsze niz w innych
systemach kontroli skanowanie z klasyfikacja czastek odblaskowych i nieodblaskowych.
Natychmiastowa dostepnos¢ informacji na temat policzonych i posortowanych czastek
usprawnia podejmowanie decyzji.

ZGODNOSC Z NORMAMI

Raporty wywotywane jednym kliknieciem sa zgodne z wymaganiami i metodami okreslonymi w
normach miedzynarodowych. Mozliwos$¢ adaptaciji raportéw (np. uwzglednienia morfologii
czastek) utatwia spetnienie wewnetrznych wymagar zaktadowych.




Niezawodne, kompletne rozwigzanie
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Wysoka odtwarzalnos¢ wynikéw dzieki automatyzacji i doktadnosci

System CIX100 to kompletne rozwigzanie stworzone na potrzeby zautomatyzowanej
kontroli czystosci. Kazdy jego komponent zostat zoptymalizowany pod katem doktadnosdi,
odtwarzalnosci, powtarzalnosci i bezproblemowej integracji, tak aby mozliwe byto
uzyskiwanie wiarygodnych danych i osigganie wysokiej wydajnosci kontroli. System
charakteryzuje sie znakomitymi parametrami optycznymi, umozliwiajgc sprawne
przeprowadzanie inspekgcji okragtych i prostokgtnych obszarow probek. Automatyzacja
newralgicznych zadan przyspiesza badanie, minimalizujgc przy tym ryzyko wystgpienia
btedu ludzkiego i kontaminadji probki.



Znakomita jako$¢ uktadu optycznego oraz stabilnosc i bezpieczenstwo komponentéw mechanicznych

Nasze cieszace sie zaufaniem uzytkownikéw obiektywy UIS2 w potaczeniu z kamerg o wysokiej rozdzielczosci zapewniajg wysokie parametry
optyczne i znakomitg jako$¢ obrazu — a wszystko to przekfada sie na wysokg doktadnos¢ pomiaréw i analiz. Dedykowane zrédto Swiatta
utrzymuje statg temperature barw zoptymalizowang pod katem kontroli czystosci. Wiasciwe ustawienie elementéw drogi optycznej,
zmotoryzowana koficdwka obiektywu i kamera zabezpieczone s3 ostong chroniacg przed przypadkowymi przesunieciami. Brak czesci ruchomych
na drodze optycznej zapewnia stabilnos¢ systemu i kalibracji. Narzedzia do zarzadzania uprawnieniami uzytkownikdw, ktére umozliwiajg
ograniczenie zakresu procedur dostepnych dla niedoswiadczonych uzytkownikdw, minimalizuja ryzyko wprowadzenia niepozadanych zmian w
newralgicznych parametrach rutynowych kontroli.

i
Wheys

. T ; ’
-l =

Obiektywy UIS2 majg znakomite parametry optyczne, co zapewnia bardzo wysokg System oswietlenia i kamera zabezpieczone sg ostong chronigcg przed
doktadnos¢ analiz. przypadkowymi przesunieciami.

Regularna weryfikacja dziatania systemu

Automatyczny naped zmotoryzowanego ogniskowania pomaga w
zapewnieniu odtwarzalnosci pozycjonowania i powtérnym badaniu
wykrytych wezesniej zanieczyszczen. Wkiadka do stolika utrzymuje
membrane w niezmiennym potozeniu, a ponadto mozliwe jest
zamontowanie narzedzia kalibracyjnego lub drugiej prébki w
dodatkowej wkfadce. Wstepnie skonfigurowany i skalibrowany
system przypomina o terminach regularnego wykonywania
autotestow z zastosowaniem wbudowanego szkietka kalibracyjnego.

Wbudowany wzorzec kalibracyjny pomaga w regularnej weryfikacji dziatania systemu.

Odtwarzalnosc i powtarzalnosc

Procedura kontroli czystosci technicznej jest prosta, wiec nawet niedoswiadczeni uzytkownicy moga otrzymac doktadne i powtarzalne
wyniki. Wstepna konfiguracja i kalibracja systemu, funkcje zarzadzania uprawnieniami uzytkownikow i regularne autotesty systemu
gwarantujg poprawnos¢ ustawien, zapewniajgc tym samym odtwarzalnos¢ danych z kontroli, niezaleznie od operatora lub systemu.
Wszystko to sprawia, ze w wielu dziatach i zaktadach zlokalizowanych w réznych miejscach moga byc¢ stosowane te same normy.

Wieksza uniwersalnos¢ systemu dzieki uchwytom probek

System CIX100 obstuguje rézne uchwyty prébek o okragtych i prostokatnych obszarach inspekgji. Obejmujg one uchwyty z biatym lub
czarnym ttem przeznaczone dla membran filtrujgcych o Srednicy 25 mm, 47 mm i 55 mm, uchwyty na prébki zebrane na tasme
adhezyjna, uchwyty z ptaska powierzchnig do zastosowar metalurgicznych oraz uchwyty przeznaczone dla putapek na czastki.

Uchwyt prébki przeznaczony  Uchwyt prébki przeznaczony
do putapek na czastki do prébek zebranych na
tasme adhezyjna

Okragte uchwyty prébek z biatym i czarnym ttem przeznaczone do membran
filtrujgcych o Srednicy 25 mm (po lewej), 47 mm (na Srodku) i 55 mm (po prawe;j).



Intuicyjne wskazowki

ex QLYMPUS Cleanliness Inspector

Sample analysis
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Maksymalna produktywnos¢, niezaleznie od poziomu doswiadczenia

System CIX100 zapewnia znakomitg wydajnosc i produktywnos¢ pracy na wszystkich etapach
procesu kontroli. Zaprojektowano go w taki sposob, by kontrola czystosci przebiegata
bezproblemowo — niezaleznie od poziomu doswiadczenia operatora. Oprogramowanie
prowadzi uzytkownika krok po kroku przez caty proces kontroli czystosci. Intuicyjne
procedury i mechanizmy zarzgdzania uprawnieniami uzytkownikdw pomagajg w uzyskaniu
wysokiej produktywnosci i wiarygodnych wynikow. Przyczyniajg sie tez do skrocenia cyklu
kontroli i ograniczenia kosztow w przeliczeniu na jeden test oraz liczby btedow popetnianych
przez uzytkownikow. W rezultacie caty system dziata optymalnie i pozwala na zachowanie
wysokich standarddow jakosci.



Procedury prowadzgce uzytkownika krok po
kroku

Duze przyciski w interfejsie fatwo obstuguije sie myszg lub na ekranie
dotykowym. Intuicyjny interfejs prowadzi operatora krok po kroku
przez caty proces kontroli. W rezultacie praca przebiega szybko i
sprawnie. Wystarczy klikng¢ przycisk, aby rozpocza¢ skanowanie
membrany przy wybranej konfiguracgji  kontroli, przejrzec
zeskanowane lub zapisane wyniki (w tym przeprowadzi¢ walidacje)
lub utworzy¢ i wydrukowac raporty zgodne z normami branzowymi.

katwa obstuga, niezaleznie od poziomu
doswiadczenia

Pofgczenie wstepnie skonfigurowanego i skalibrowanego systemu z
intuicyjnym interfejsem uzytkownika sprawia, ze kontrole czystosci
moga z powodzeniem przeprowadzac operatorzy o réznym poziomie
doswiadczenia. Przy uzyciu konfiguracji kontroli, ktdre okreslaja
parametry kontroli probek, w tym zasady charakteryzowania czastek
oraz definiowania rodzin i typdéw czastek, mozna z fatwoscia
wygenerowa¢ wyniki zgodne z normami branzowymi. Tworzenie
raportéw jest réwnie proste — wystarczy dostosowac szablony
raportéw do norm branzowych i wiasnych wymogow.

Zaawansowana mikroskopia

Duze przyciski wyswietlane podczas intuicyjnej procedury fatwo obstuguje sie mysza
lub na ekranie dotykowym. Etapy procedury od lewej do prawej: montowanie prébki,
edycja ustawien, przeprowadzanie kontroli, przeglad wynikéw i tworzenie raportu.

Dostep do e
konfiguracji :
konfiguracje DIN 51
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Okreslenie ustawien
dotyczacych normy

Okreslenie ustawien
dotyczacych rodziny
czastek

Okreslenie ustawien
dotyczacych typéw
czastek

mentation Value

Predefiniowane normy miedzynarodowe mozna dostosowa¢ do wtasnych potrzeb.

Tryb mikroskopowy umozliwia opuszczenie dedykowanej procedury kontroli czystosci i przejscie do obrazowania mikroskopowego. Tryb
mikroskopowy mozna wzbogaci¢ o opcjonalne rozwigzania z zakresu analizy materiatowej, takie jak Grain Intercept (Ziarna metoda
siecznych), Grain Planimetric (Ziarna metoda planimetryczng), Cast Iron (Zeliwo), Inclusion Worst Field (Wtrgcenia metodg najgorszego
pola), Layer Thickness (Grubos¢ warstwy), Dendrite Arm Spacing (Odstep miedzy ramionami dendrytéw), Phase Analysis (Analiza faz),
Porosity (Porowatosc) i Coating Thickness (Grubos¢ powtoki). W razie potrzeby rozwigzania te mozna rozszerzy¢ o funkcje specjalne
dostosowane do konkretnych zastosowan lub potrzeb uzytkownikéw.

W trybie mikroskopowym system CIX100 dziata podobnie jak mikroskop
cyfrowy.

Narzedzia do zarzgdzania uprawnieniami
uzytkownikow

Administratorzy moga decydowa¢ o dostepie poszczegdéinych
uzytkownikéw do réznych elementéw systemu. Dzieki temu
niedoswiadczony  uzytkownik  pozostaje  skupiony  na
wykonywanym zadaniu. Co istotne, taki uzytkownik nie moze
réwniez zmieni¢ newralgicznych parametréw, takich jak kalibracja
i wybor danych do automatycznie generowanego raportu.

Tryb mikroskopowy mozna wzbogaci¢ o opcjonalne rozwigzania z zakresu
analizy materiatowej.

Administratorzy majg dostep do wszystkich elementéw konfiguracji sytemu (po lewej),
natomiast niedoswiadczonym uzytkownikom mozna udostepnic jedynie podstawowe
procedury (po prawej).



Szybka analiza i przeglady na zywo

¢ OLYMPUS Cleanliness Inspector

Wszystkie istotne dane wyswietlane w jednym miejscu

System CIX100 oferuje wysokg wydajnos¢ akwizycji obrazow i mozliwosc¢
precyzyjnego analizowania na zywo czastek odblaskowych i nieodblaskowych o
rozmiarach od 2,5 pm do 42 mm w ramach jednego skanu dzieki zastosowaniu
opatentowanej* metody polaryzacyjnej. To kompleksowe rozwigzanie umozliwia

dwukrotnie szybsze skanowanie niz w przypadku metody klasycznej (seria
Inspector). Policzone i posortowane czastki sg wyswietlane na zywo i jeszcze w
trakcie skanowania grupowane w klasy rozmiardow, co utatwia natychmiastowe
podejmowanie decyzji i umozliwia szybkie reagowanie na negatywne wyniki testow.

*Numer patentowy: DE102013219181B4



Zintegrowana technika skanowania zwiekszajgca przepustowosc

Innowacyjna metoda polaryzacyjna, bazujgca na separacji dtugosci fal i detekcji barw, umozliwia wykrycie w jednym skanie zaréwno czastek
odblaskowych (metalicznych), jak i nieodblaskowych (niemetalicznych). Uktad o wysokiej przepustowosci, wbudowany w rame mikroskopu,
umozliwia skanowanie z szybkoscig dwukrotnie wiekszg niz w przypadku metody klasycznej (seria Inspector). Ponadto zastosowana
konstrukcja eliminuje z drogi optycznej ruchome komponenty, takie jak polaryzator, ktére mogtyby spowodowac niepozadang zmiane
ustawien i doprowadzi¢ do uzyskania nieprawidtowych wynikéw. Zintegrowana technika skanowania pozwala na uwzglednienie w kontroli
wiekszej liczby czastek, a przez to zmniejsza koszt jednego testu i skraca czas reakcji na negatywny wynik testu.

Metoda ,klasyczna” Rozwigzanie typu ,pojedynczy skan”: oba typy czastek
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Inteligentne postepowanie z czgstkami

System umozliwia przetwarzanie i klasyfikacje na zywo matych i
duzychczastek(od2,5pmdo42 mm)zgodniezmiedzynarodowymi
normami i automatycznie rekonstruuje obrazy duzych czgstek.
Mozliwa jest analiza ciemnych czastek na jasnym tle lub odwrotnie.

Identyfikacja pokrycia filtru

Na poczatku kontroli tworzony jest przegladowy obraz prébki
przedstawiajacy caty filtr w matym powiekszeniu. Obraz taki
utatwia okreslenie pokrycia filtru i zaobserwowanie zgrupowan
czastek przed rozpoczeciem wiasciwej kontroli. Uzytkownik
otrzymuje automatyczne powiadomienie w przypadku przypisania
zbyt wysokiej wartosci filtru, aby méc odpowiednio zareagowac.

Natychmiastowa informacja o wyniku

Zanieczyszczenia sg automatycznie analizowane i przypisywane do
klas rozmiaréw zdefiniowanych w wybranej normie. Ponadto sa
oznaczane kolorami, by mozna byto fatwo zorientowac sie, ktéra
klasa wielkosci przekracza predefiniowany limit. Wyswietlane sg
predefiniowane dopuszczalne liczby czastek nalezacych do kazdej
klasy rozmiaru, a prébke mozna ocenic jako prawidtowg (OK) albo
nieprawidtowg (NOK) jeszcze przed akwizycjg danych z catej
membrany. Odpowiadajac na wymogi branzowe w obszarze
mobilnosci elektrycznej i wyrobéw medycznych, oprogramowanie
CIX100 w wersji 1.6 umozliwia dokonanie oceny dopuszczalnych
wartosci granicznych dla poszczegdinych typdw czastek. Mozliwe jest
wigczenie dzwiekowej sygnalizacji probek nieprawidtowych lub
zakonczenia kontroli.

Na obrazie przeglagdowym okreslone sg pokrycie filtru i zgrupowania czastek.

Acquiring sample...

Time remainir

Analiza wykraczajgca poza standardowe
algorytmy

Dzieki zintegrowanej technologii gfebokiego uczenia TruAl system
CIX100 umozliwia przeprowadzanie analizy obrazéw wykraczajacej
poza standardowe algorytmy. W celu uzyskania wyzszej
odtwarzalnosci wynikéw i lepszej odpornosci analizy prébek mozna
uzy¢ przeszkolonej sieci neuronowej. Rozwigzanie TruAl rozréznia
poszczegdine typy wykrytych czastek, dzielac je na przyktad na =
odblaskowe i nieodblaskowe. Wyniki kontroli sg wy$wietlane na zywo wraz z pozostalym czasem kontroli.
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Wglad w dane utatwiajgcy natychmiastowe podejmowanie
decyzji

x  OLYMPUS Cleanliness Inspector )

Sample information

Elastycznos¢ oceny i korekty

System CIX100 zawiera zaawansowane, a przy tym tatwe w obstudze narzedzia do
weryfikacji danych z kontroli, a w szczegdlnosci szybkiego, wspomaganego
przegladu czastek. Funkcja ponownej klasyfikacji wywotywana jednym kliknieciem
zapewnia elastycznosc i umozliwia zachowanie zgodnosci z normami
miedzynarodowymi. Miniaturowy obraz kazdego zanieczyszczenia wykrytego przez
system jest powigzany z wymiarami, o utatwia przeglgdanie danych. Rownie
proste jest przywotanie informacji o wybranym zanieczyszczeniu. W trakcie
przegladu wszystkie wyniki sg aktualizowane i wyswietlane automatycznie we
wszystkich widokach i kategoriach rozmiaru. Operator oszczedza czas, majgc do
dyspozycji wszystkie istotne wyniki kontroli zaprezentowane w przejrzysty sposob.



Dane kontroli w jednym widoku

Wszystkie tabele czastek i klasyfikacji, ogdlny kod czystosci,

potozenie czastek oraz informacje o normie, zgodnie z ktérg

przygotowano wyniki, udostepniane sa w jednym widoku, co

usprawnia analize. Miniaturowe obrazy wszystkich czastek lub

wybranego podzbioru czastek sg posortowane wedtug rozmiaru.

Zanieczyszczenia sg powigzane z ich lokalizacjami i wymiarami —

klikniecie miniatury sprawia, ze system automatycznie przesuwa sie

do danego zanieczyszczenia, umozliwiajac dalszg analize lub

przetwarzanie koncowe. W klasyfikacjach i tabelach czastek wyniki

przedstavviane 53 zgodnie 7 Wybrana norma. Kod czystoéci CZQS'Ci Klikniecie miniatury sprawia, ze system automatycznie przesuwa sig do danego
Zanieczyszczenia.

(CCQ) i dopuszczalna wartos¢ graniczna sa wyswietlane

odpowiednio do zadania wykonywanego w ramach kontroli.

Wyswietlanie wynikéw oraz obliczonych na ich podstawie koddw

CCC mozna dostosowac zgodnie z potrzebami, a widok mozna

ograniczy¢ do wybranych typdw czastek.

Przegladaj, koryguj i powtarzaj obliczenia

Przy przeprowadzaniu kontroli czystosci technicznej zaleca sie reczne przegladanie wynikéw. W oprogramowaniu dostepne sg rézne funkcje
interaktywne, ktére w razie potrzeby umozliwiajg operatorowi skorygowanie danych czastek. System umozliwia przechowywanie wszystkich danych
z kontroli oraz szybkie znormalizowanie i ponowna ocene prébek w takich sytuacjach. Nie jest konieczne wykonywanie drugiego skanu probki. W
systemie dostepne sg réwniez przydatne narzedzia do usuwania, dzielenia i scalania czastek, ktére dodatkowo upraszczajg prace z danymi.

Usuwanie czastek Dzielenie czastek el lok
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Zaawansowane narzedzia programowe utatwiajg weryfikowanie danych z kontroli podczas ich przegladu.

Analiza trendow

W ramach analizy danych statystycznych mozna poréwnac wyniki
probek i dokonac analizy trenddw. W celu usprawnienia przegladu
danych system wysSwietla wykresy i tabele obrazujace trendy w czasie.
Dane mozna przeglada¢ w oprogramowaniu lub wyeksportowac je
do pliku w celu udokumentowania i dalszej analizy danych.

Analiza trendéw obrazuje zmiany w danych pomiarowych w czasie. Tej funkdji
przegladu danych mozna uzywac na potrzeby zapewniania jakosci.

0}
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Rozwigzanie do pomiaru wysokosci

Dostepna w systemie CIX100 funkcja obrazowania ze zwiekszong
gtebig ostrosci (EFI — Extended Focus Imaging) umozliwia
rejestrowanie obrazéw zanieczyszczeri/czastek, ktorych wysokos¢
wykracza poza gfebie ostrosci obiektywu. Takie obrazy sg nastepnie
zestawiane ze sobg, aby utworzy¢ pojedynczy obraz ostry na catej
powierzchni. Mozliwosci systemu mozna wzbogacic¢ o rozwigzanie
do pomiaru wysokosci skfadajace sie z obiektywu 20X i specjalnego
oprogramowania spetniajgcego wymagania VDA 19 w zakresie
pomiaréw wysokosci. Dla wybranych czastek pomiar wysokosci
realizowany jest automatycznie albo recznie. Obliczona wysokos¢
pojawia sie w dodatkowym polu danych w arkuszu wynikdw.
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Zgodnosc wynikow i dokumentacji

(" 4

Efektywne tworzenie raportow

Inteligentne, zaawansowane narzedzia do raportowania umozliwiajg fatwe i szybkie
sporzadzanie elektronicznej dokumentacji wynikéw kontroli. Raporty sg tworzone na
podstawie predefiniowanych szablondw zgodnych z normami branzowymi i mogg byc fatwo
modyfikowane w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy. Wyniki mozna
eksportowac w formacie Microsoft Word lub od razu jako dokumenty PDF gotowe do
wystania pocztg e-mail. Szablony raportéw i narzedzia do udostepniania danych utatwiajg
niedoswiadczonym operatorom szybkie tworzenie i rozsytanie bezbtednej, profesjonalne;
dokumentacji. System CIX100 moze takze archiwizowac raporty i dane oraz analizowac
trendy.



Inteligentne modyfikowanie dokumentacgji
profesjonalne;j

Predefiniowane szablony mozna wykorzysta¢ do generowania
profesjonalnych raportéw o wysokiej jakosci, odpowiednio do
dalszych kontroli. Raporty sg tworzone zgodnie z metodologiami
okreslonymi w normach miedzynarodowych. Wystarczy jedno
klikniecie, by tworzy¢ raporty analityczne zgodne z normg
wykorzystywang podczas analizy. Szablony i raporty mozna fatwo
dostosowac do wymagari zaktadowych.

tatwy eksport danych

Eksportowanie raportu jest bardzo proste i sprowadza sie do
kliknie¢ mysza. Mozna tworzy¢ raporty w formacie programu
Microsoft Word lub formacie PDF (zaleznie od preferencji) i z
tatwosciag wyeksportowac wyniki dotyczace czastek i klasyfikacji oraz
analize trendéw do programu Microsoft Excel. Rozmiary plikéw
raportéw sg zoptymalizowane pod katem efektywnego
udostepniania danych.

Dtugoterminowe przechowywanie danych

Uzytkownicy majg szybki dostep do wszystkich zarchiwizowanych
prébek oraz powigzanych z nimi danych i raportéw; przewidziano
réwniez mechanizmy korygowania i dystrybucji informagji.
Wszystkie dane i raporty z kontroli sg automatycznie zapisywane
i przechowywane w archiwum przez okreslony czas.

Raporty mozna dostosowac do wiasnych potrzeb.

System umozliwia akwizycje odrebnych obrazéw zanieczyszczen oraz dalsze ich
przetwarzanie w celu recznej weryfikacji i sporzadzenia bardziej rozbudowanej
dokumentagdji.

Dtugoterminowe przechowywanie danych sprawia, ze dostep do danych mozliwy jest
nawet po kilku latach od wydania decyzji.
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Sprzet

Mikroskop

CIX100

Zmotoryzowane wyostrzanie

+ Wspdétosiowa, zmotoryzowana, precyzyjna regulacja ostrosci za pomoca trzyosiowego joysticka
+ Zakres ogniskowej: 25 mm
+ Skok przy zmianie precyzyjnej: 100 um/obrot
+ Maksymalna wysoko$¢ mocowania uchwytu stolika: 40 mm
+ Szybko$¢ zmiany ogniskowej: 200 pm/s
+ Autofokus programowy
+ Modyfikowalna wielopunktowa mapa ogniskowania

Oswietlenie

Wbudowane Zrédto Swiatta LED

+ Innowacyjny mechanizm o$wietlenia umozliwiajacy jednoczesne wykrywanie czastek
odblaskowych i nieodblaskowych

Sterowanie jasnoscig o$wietlenia za posrednictwem oprogramowania

Urzadzenie obrazujace

+ Kolorowa kamera CMOS z interfejsem USB 3.0
+ Wymiary pikseli matrycy: 2,2 x 2,2 ym

Rozmiary prébek

+ Prébka standardowa jest membrana filtrujgca o srednicy 47 mm. Dostepne sg uchwyty do
filtréw z membrang o $rednicy 25 mm lub 55 mm albo uchwyty niestandardowe.

Koricdwka obiektywu

Typ zmotoryzowany

Zmotoryzowana koficéwka obiektywu

Szesciopozycyjna zmotoryzowana koricéwka obiektywu z zamontowanymi fabrycznie 3
obiektywami UIS2

+ PLAPON 1,25X do przegladu

+ MPLFLN 5X do wykrywania czastek wiekszych niz 10 um

+ MPLFLN 10X do wykrywania czastek wiekszych niz 2,5 um

Sterowanie programowe

+ W kazdej chwili znane jest powiekszenie obrazu i relacja miedzy liczba pikseli a wymiarem
rzeczywistym.

+ Na kolejnych etapach procesu pomiarowego wybrane obiektywy sa automatycznie usta-
wiane i uzywane.

Stolik zmotoryzowany
XY

Stolik zmotoryzowany X,Y

+ Ruch realizowany przez silniki krokowe
+ Maksymalny zakres: 130 x 79 mm
+ Maksymalna predkos¢: 240 mm/s (poskok Sruby 4 mm)
+ Powtarzalnos¢: <1 pm
+ Rozdzielczo$¢: 0,01 pm
+ Mozliwos¢ sterowania za pomoca trzyosiowego joysticka

Sterowanie programowe

Szybkos¢ skanowania zalezy od powiekszenia — przy 10x czas skanowania jest zwykle
krétszy niz 10 minut.
- Stolik jest justowany podczas montazu fabrycznego.

+ Specjalna konstrukcja uchwytu membrany zapobiega niepozadanemu obréceniu jej

Stolik podczas montazu.
Uchwyt badanedo + Membrana jest mechanicznie sptaszczana przez uchwyt.
materyia}u 9 Uchwyt prébki + Do zatozenia pokrywy nie s potrzebne narzedzia.
+ Uchwyt prébki przeznaczony dla membran filtrujacych o $rednicach 25 mm, 47 mm i 55 mm
+ Uchwyt prébki przeznaczony dla putapek na czastki, materiatéw eksploatacyjnych putapek
na czastki i prébek zebranych na tasme adhezyjna.
* Prébka referencyjna stuzaca do weryfikadji jakosci pomiaréw wykonywanych przez system.
Wzorzec czastek (PSD — Particle + Prébka uzywana przez wbudowana funkcje kontroli systemu do weryfikacji dziatania
Standard Device) systemu CIX.
+ Wzorzec PSD jest zawsze przypisany do gniazda nr 2 na stoliku.
Wkiadka do stolika 2-pozycyjna wkfadka do stolika + Wktadka stuzaca do prawidtowego pozycjonowania uchwytu prébki i wzorca PSD
+ HP Z4G4, system Windows 10 Professional 64 bitowy (jez. angielski)
. . + 16 GB pamieci RAM, dysk SSD 256 GB i pamie¢ masowa 4 TB
Wysoce wydajna stacja robocza
skonfigurowana fabrycznie * Karta graficzna 2 GB
Stacja robocza + Zainstalowany pakiet Microsoft Office 2019 (jez. angielski)
Sterownik + Funkgje sieciowe, klawiatura qwerty dla jez. angielskiego, mysz optyczna 1000 dpi
Karty dodatkowe + Sterownik ruchu zmotoryzowanego, interfejs szeregowy RS232 i USB 3.0
Wybdr jezykéw + Uzytkownik moze zmienic jezyk domysiny systemu operacyjnego i pakietu Microsoft Office
Wyswietlacz dotykowy Panel ptaski o przekatnej 23 cali + Rozdzielczos¢: 1920 x 1080, zoptymalizowana do pracy z oprogramowaniem CIX
. + Zasilacz na prad przemienny (2), sterownik i rama mikroskopu (potrzebne 4 wtyczki)
i Parametry znamionowe - Wejécie: 100-240 V AC 50/60 Hz, 10 A
astlanie . « Sterownik: 700 W; Monitor: 56 W; Mikroskop: 5,8 W; Modut sterowania 7,4 W
Pobdr mocy o
* kacznie: 769,2 W
Wymiary (Sz x G x W) Ok. 1300 mm x 800 mm x 510 mm (51,2 cala x 31,5 cala x 20 cali)
Rysunek

Masa

44 kg (97 funtéw)

Ograniczenia Srodowiskowe systemu

Temperatura 0Od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F)
Normalne uzytkowanie - —

Wilgotnos¢ Od 30 do 80%
ze vv_zgledg na przepisy dot. Srodowisko Uzytkowanie wewnatrz pomieszczen
bezpieczenstwa

Temperatura 0Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)

+ Maksymalnie 80% (do 31°C [88°F])
Wilgotnos¢ (bez kondensacdji)

+ Dopuszczalny poziom wilgotnosci zmniejsza sie liniowo w miare wzrostu temperatury powyzej 31°C (88°F)

+ Od 70% (34°C [93°F]) do 60% (37°C [98°F]) do 50% (40°C [104°F])

Wysokos¢ n.p.m.

Do 2000 m (6562 stopy)

Odchylenie horyzontu od poziomu Maks. £2°
Stabilnos¢ zasilania i napiecia +10%
Poziom zanieczyszczen (IEC60664) 2

Ogodlna kategoria napieciowa (IEC60664)
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Oprogramowanie

Oprogramowanie

CIX-ASW-V1.6

» Specjalistyczne oprogramowanie do kontroli czystosci technicznej

Jezyki

Graficzny interfejs uzytkownika

+ Graficzny interfejs uzytkownika: angielski, francuski, niemiecki, hiszparski, japoriski, chifiski uproszczony i koreanski

Pomoc online

+ Pomoc online: angielski, francuski, niemiecki, hiszpanski, japonski, chifiski uproszczony i korearski

Zarzadzanie licencjami

+ Licencja na oprogramowanie aktywowana przez karte licencyjng (po zainstalowaniu licencja jest juz aktywna)

Zarzadzanie kontami
uzytkownikéw

+ System moze by¢ podtaczony do sieci objetej administracjg domenami.
+ Dostepnos¢ funkcji mozna okresli¢ w zaleznosci od uprawnier uwierzytelnionego uzytkownika.

Obraz na zywo

Wyswietlanie w trybie kolorowym

» Czastki metaliczne sg wySwietlane w kolorze niebieskim, a czastki niemetaliczne w kolorze pierwotnym.

Metoda dopasowania okna

+ Obraz zawsze jest wySwietlany w widoku petnym.

Wykrywanie na zywo

+ Czastki sq analizowane natychmiast po uchwyceniu na obrazie.
+ Uzytkownik moze przerwac proces, jesli wyniki pomiaru nie s zadowalajace.

Klasyfikacja na zywo

+ Czastki sg klasyfikowane natychmiast po ich wykryciu.
+ Klasy rozmiaréw czastek sg identyfikowane w interfejsie uzytkownika podczas akwizycji na zywo.

Tryb mikroskopowy

+ W celu obrazowania mikroskopowego mozna uzyska¢ dostep do trybu mikroskopowego.
+ Opcjonalny dostep do rozwigzan z zakresu analizy materiatowej (nie uwzgledniono).

Przechwytywanie obrazu i
pomiary reczne

Zapis obrazéw migawkowych
uzytkownika

+ W trybie przegladu mozliwa jest akwizycja pojedynczych obrazéw dowolnego miejsca na prébce, a takze akwizycja
w trybie obserwacji na zywo (z obrazu bezposrednio obserwowanego) albo w trybie ogladania prébki (z danych
zarejestrowanych juz wczesniej).
+ Obrazy moga by¢ zapisywane w plikach tif, .jog i .png w standardowej rozdzielczosci 1000 x 1000 pikseli.
+ Obrazy migawkowe mogg by¢ kojarzone z wykrytymi wczesniej czastkami i uzywane pdzniej w raportach analitycznych.
+ Akwizycja obrazéw migawkowych czgstek moze by¢ automatycznie prowadzona w trybie EFI (Extended Focus Imaging).
+ Obrazy zarejestrowane w trybie EFI mozna wykorzysta¢ w raporcie analitycznym.

Pomiary reczne

+ Na zapisanym obrazie migawkowym mozna dokonywac dowolnych pomiaréw odlegtosci.
+ Takim dowolnym pomiarom mozna przypisywac nazwy, a adnotacjom nadawac kolory.
+ Pomiary dowolne wraz z paskiem skali sg trwale zapisywane w obrazie.

Sterowanie sprzetem

Stolik zmotoryzowany XYZ

+ Obstuga joystickiem i przez oprogramowanie
+ Inspekcja okragtych i prostokatnych obszaréw prébki
+ Automatyczna lub reczna zmiana potozenia wybranych czgstek

Zmotoryzowana koficdwka obiektywu

* Wybdr wyfacznie za posrednictwem oprogramowania

Zmotoryzowane ogniskowanie

+ Sterowanie joystickiem
+ Oprogramowanie oferuje funkcje autofokusu
+ Predykcyjny autofokus na podstawie wielopunktowej mapy ogniskowania

Kontrola dziafania systemu

Weryfikacja dziatania systemu

+ Weryfikacja systemu polega na pomiarze parametréw wzorca czastek (PSD — Particle Standard Device).
+ Mozliwe sg dwa wyniki takiej kontroli jakosci: OK albo NOK.

Mozliwos¢ wyboru obiektywu

+ Kontrole systemu mozna przeprowadzic¢ tylko z obiektywem roboczym (nalezy wybrac co najmniej jeden obiektyw).
+ Kontrole systemu przeprowadza sie z obiektywem 5X, 10X lub z jednym i drugim.

Normy czystosci technicznej

Uwzglednione normy:

+ ASTM E1216-11:2016, 1SO 4406:2021; ISO 4407:1999; 1SO 4407:2002 [dane skumulowane i réznicowe]; 1SO 11218:2017;
1S0O 12345:2013; 15O 14952:2003; 1SO 16232-10:2007 (A, N i V); ISO 16232:2018 (A, N'i V); ISO 21018:2008; DIN 51455:2020
[70i 85%]; NAS 1638:1964; NF E 48-651:1986; NF E 48-655:1989; SAE AS4059:2020; VDA 19.1:2015 (A, N i V); VDA 19.2:2015.

System jest w petni zgodny z
rekomendacjami VDA 19.1i VDA 19.2

+ Progi sg ustawione automatycznie wedtug rekomendacji VDA.

Identyfikacja typéw czastek

+ Czastki moga by¢ klasyfikowane wedtug typéw (nieodblaskowe, odblaskowe, widkna, pozostate).
+ Mozliwo$¢ okreslania typu wykrytych czastek przy uzyciu technologii gtebokiego uczenia (Al).

Normy niestandardowe

+ Uzytkownik moze w prosty sposéb definiowac wkasne normy.
+ Do parametréw pomiaru czastek nalezy rozmiar czastki nitkowej i rozmiar czastki zwartej zgodnie z DT 55-83.

Konfiguracja kontroli

+ System umozliwia uzytkownikom tadowanie, definiowanie, kopiowanie, zmiane nazwy, usuwanie i zapisywanie konfiguracji kontroli.
* Mozliwe jest takze zapisywanie i wywotywanie norm oraz szablonéw raportéw.

+ Mozna odwréci¢ prég detekgji, aby wykrywac jasne czastki na ciemnym tle.

+ Mozliwa jest akwizycja obrazéw kilku prébek po kolei.

+ Mozliwe jest ustawienie dopuszczalnych wartosci granicznych dla poszczegdlnych typéw czastek.

+ Mozliwe jest rozszerzenie o kody CCC dla réznych typdéw czastek.

+ Kazdg prébke mozna skontrolowac z zastosowaniem okreslonej konfiguracji.

Czastki w widoku kafli

Dla utatwienia nawigacji wykryte czastki
sg wyswietlane na kaflach

+ Potozenie kazdej czastki mozna odczytac, klikajac dwukrotnie kafel.
+ Kazdy kafel jest dopasowany do rzeczywistego rozmiaru czastki.

Zachowanie catej membrany

Zachowywany jest caly filtr

» Przy analizie w trybie offline uzytkownik moze wybrac inng norme prezentacji wynikéw.

Eksport danych

Zapisywanie danych

+ Dane z kontroli mozna eksportowac do tabeli w formacie programu Excel (.xIsx).
+ Wszystkie tabele dostepne w oprogramowaniu mozna réwniez eksportowac¢ w formacie programu Excel.

Analiza trendéw

Analiza trenddw z kilku prébek
(wbudowane narzedzie do
statystycznej kontroli jakosci)

+ Mozliwe jest wyswietlanie danych poszczegdlnych klas rozmiardéw.

+ Dane mozna wykresla¢ w funkcji czasu, prébki, identyfikatora pomiaru.

+ Mozna wybrac skale (log-normalng, log-log).

+ Mozliwe jest wyodrebnienie punktéw danych i wyeksportowanie ich do arkusza kalkulacyjnego.

« Tabele mozna wyeksportowac w formacie Q-DAS (.dfq). Wszystkie tabele dostepne w oprogramowaniu mozna réwniez eksportowac
w formacie programu Excel.

Edytowanie czastek

Czastki mozna edytowac w ramach
procesu korygowania wynikéw.

+ Dodawanie, usuwanie, scalanie i dzielenie czastek liniami i poliliniami.
+ Zmienianie typu czastek.

Raporty dynamiczne

Profesjonalne raporty analityczne
mozna utworzy¢ przy uzyciu pakietu
Microsoft Office 2019 Home and
Business (licencja nie jest dotgczona)

+ Szablony sa w petni modyfikowalne
+ Uzytkownik moze nakazac umieszczenie obrazéw za tabelami lub zgrupowac wszystkie obrazy przy wyborze réznych rodzin
czastek.

Rozwigzanie opcjonalne CIX-S-HM

Pomiary wysokosci

Automatyczny lub reczny pomiar
wysokosci wybranych czastek

+ Opcjonalne oprogramowanie, ktére steruje napedem zmotoryzowanego ogniskowania od gérnego do dolnego
punktu wybranych czastek.Nastepnie na podstawie réznicy miedzy gérng a dolng wspétrzedna Z wyznaczana jest
wysokos¢ czastki.

+ W skfad tej opdji wchodzi dodatkowy obiektyw (20X MPLFLN) i karta licencyjna, ktérg nalezy aktywowac podczas
instalacji.

- Mozna wybra¢ wiele czgstek naraz do automatycznego pomiaru wysokosci w kilku miejscach.

Ustawy i rozporzgdzenia Srodowiskowe

Dyrektywa niskonapieciowa: 2014/35/UE
Dyrektywa ws. kompatybilnosci elektromagnetycznej: Ustawa o komunikacji radiowej z 1992 r, Ustawa o
2014/30/UE Australia telekomunikacji z 1997 r.
Dyrektywa ws. ograniczenia stosowania substandji Rozporzadzenie ws. oszczedzania energii AS/NZS 4665-2005
mebezpweczny;h (RoHS): 2011/65/UE Japonia Ustawa o bezpieczenstwie urzadzen elektrycznych i materiatéw (PSE)
Europa Rozporzadzenie REACH nr 1907/2006 U a4 4 bezd - dzer olek h
Dyrektywa ws. opakowar i odpadéw opakowaniowych: stawa o na zprze ha ezpls?cz.eﬁstwem urzg Zen el tWCZ,nYC
94/62/WE Rozporzadzeme ws. standardéw i informowania o efektywnosci
Dyrektywa ws. zuzytego sprzetu elektrycznego i elek- Korea energetycznej
tronicznego (WEEE): 2012/19/UE Przepisy dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej i
Dyrektywa maszynowa: 2006/42/WE telekomunikacji bezprzewodowej (nota 2913-5)
USA UL 61010-1:2010, wydanie 3 Rozporzadzenie RoHS obowigzujgce w Chinach
FCC 47 CFR, cze$¢ 15, rozdziat B Chiny Przepisy PL obowigzujace w Chinach
Kanada CAN/CSA-C22.2 (nr 61010-1-12) Rozporzadzenie ws. podrecznikdw
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Wymiary

CIX100
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Produkt nie jest przeznaczony do diagnostyki medyczne;.

EvidentScientific.com

* Firma EVIDENT CORPORATION posiada certyfikat ISO 14001.
* Firma EVIDENT CORPORATION posiada certyfikat ISO 9001.

Wszystkie nazwy przedsigbiorstw i produktéw s zarejestrowanymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi
odpowiednich wiascicieli.
+ Ekrany monitoréw przedstawiaja obrazy symulowane.
* W odniesieniu do urzadzen o$wietleniowych przeznaczonych dla mikroskopéw zastosowanie majg sugerowane czasy
I ji. Wymagane jest przep! ie okresowych kontroli.
Szczegbtowe informacje znajduija sie na naszej stronie internetowej.
* Mozliwe sg zmiany danych technicznych i wygladu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia. Zmiany takie nie
wigza sie z zadnymi zobowigzaniami po stronie producenta.

EVIDENT

EVIDENT CORPORATION OLYMPUS

Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0910, Japonia

Kod artykutu: N8600612-072023 - Wydrukowano w Niemczech 07/2023




